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Objetivos

Generales:
Adaptacién y calibracidn de un sistema de adquisicion de las componentes de polarizacion de un elipsémetro para la
calibracién de las propiedades opticas de films delgados.

Especificos:
e  Generacion films de escala nanoscopica mediante la técnica de la deposicion fisica en fase vapor asistida
por plasmas (PAPVD).

e Determinacion de las propiedades 6pticas por elipsometria y estructural por difraccion de rayos X rasantes
(GXRD) de los films obtenidos.

e Estudio de correlacién entre los parametros de la descarga con la generacion de films con propiedades
dpticas de interés cientifico-tecnologico.

Disciplinas: Fisica
Especialidad: Materiales
Palabras Clave: generacién de films - propiedades dpticas - elipsometria



